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Sposoéb pomiaru rezystancji termicznej
przyrzadu poélprzewodnikowego
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb pomiaru re-
zystancji termicznej przyrzadu pélprzewodnikowe-
go na podstawie pomiaru temperatury zigcza.

Znane sg sposoby pomiaru rezystancji termicz-
nej przyrzadu poélprzewodnikowego polegajgce na
tym, ze po ogrzeniu zlgcza stalym pradem grzej-
nym, przy stalym napieciu na zaciskach badanego
przyrzadu * pdlprzewodnikowego zastgpuje sie ten
staly prad grzejny pradem pomiarowym o war-
tosci znacznie mniejszej niz wartosé pradu grzej-
nego. Nastepnie mierzy sie spadek napiecia na
zaciskach badanego przyrzadu pélprzewodnikowe-
go, spowodowany przeplywem pradu pomiarowego.
Temperature zlgcza wyznacza sie z odpowiednich
wykresé6w zmian temperatury danego zlacza w za-
leznosci od napiecia na zaciskach badanego przy-
rzadu polprzewodnikowego. Znajac moc grzejng
Pho=1, X U, oraz przyrost temperatury zlacza
AT w odniesieniu do temperatury otoczenia okre-
§la sie rezystancje termiczng Ry tego przyrzadu
ze€ Wzoru

AT
RT =

Py

Znane sposoby pomiaru rezystancji przyrzadéw
polprzewodnikowych sa obarczone znacznymi ble-
dami pomiarowymi.

Blad pomiaru jest tym wiekiszy im wiekszy jest
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czas zycia noénik6w w obiszarze zigcza i im mmiej-
sza jest termiczna stata czasu zlgcza. Blad ten
powoduje, ze mierzona warto§é temperatury ztg-
cza jest mniejsza niz warto$é rzeczywista, a takze
moze prowadzié do wynikéw pomiaréw wskazu-
jacych na pozorne wazrastanie temperatury zlacza
po wylaczeniu pragdu grzejnego. Jak wskazuja nie-
Ktbrzy autorzy wartosci temiperatury zlacza mie-
rzone znanymi sposobami mogg byé nawet kil-
kakrotnie niZzsze niz wartosci rzeczywiste.

Istota wynalazku polega na tym, Zze po ogrza-
niu zigeza przyrzadu polprzewodnikowego pradem
grzejnym przyklada sie do zaciskéw przyrzadu
pdlprzewodnikowego impulls wyciggajacy nosniki o
polaryzacji przeciwmej niz prad grzejny. Czas trwa-
nia tego implulsu dobiera si¢ tak, aby byt wiekszy
niz czas, w ktéorym prad wyciggajacy nosniki ma

wartoéé stalg, oraz aby byl mmiejszy nit czas, w

ktérym prad wyciggajacy noéniki przyjmuje war-
tos¢é zero. W czasie trwania impulsu wyciggajacego
moc doprowadzana do zlacza przyrzgdu pOlprze-
wodnikowego. powinna byé réwna mocy wydzie-
lanej podczas przeptywu pradu grzejnego. Po za-
konczeniu impulsu wyciggajgcego do zaciskéw przy-
rzadu podlprzewodnikowego doprowadza sie prad
pomiarowy i mierzy sie spadek napigcia na tych
zaciskach. Rezystancje termiczng wylicza sie ze
Ar

wzoru Ryp= , gdzie P, jest mocg grzejng

Py
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wytwarzang przez prad grzejny, T — przyrost
temperatury zigcza w odniesieniu do temperatury
otoczenia. Temjperature zlgcza wyznacza sie z od-
'pdwmdmh-wylk.r sO6w zmian temperatury danego
;Adﬁ‘ # zatezndic] od napiecia na odpowiednich
.zamslkaoh przyrzadu pélprzewodnikowego.

o$ci pomiaru, przez eliminacje
lub zmniejszenie ladunku wprowadzanego do ob-
szaru zlgeza przez prad grzejny. Zwiekszenie do-
kladnos$ci pomiaru jest szczegblnie znaczne w przy-
padku badanych przyrnzaddéw podiprzewodnikowych
o duzych czasach zZycia nosnikéw.

Przedmiot wynalazku jest blizej objasniony
przykladowo na podstawie rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia uktad blokowy umozliwiajgcy
pomiar rezystancji termicznej diody poiprzewodni-
kowej sposobem wedlug wynalazku, a fig. 2 — prze-
biegi czasowe napie¢ Zrédet zasilajacych U,, prze-
biégi czasowe praddw plynagcych przez badang dio-
de I4 oraz przebiegi czasowe napieé na zaciskach
badanej diody Uyg, w trakcie pomiaru sposobem
wediug wynalazku.

Uklad pomiarowy zawiera Zrodio napigoia grza-
nia Uy, Zrodio napiecia wyciagajacego Uy, oraz
#r6dlo napiecia pomiarowego U;nm. Zr6dia te pod-
iqczone sq do badanej dicdy pbélprzewodnikowej D
oraz do ukiadu sterujgcego wiaczaniem Zrodet. Do
badanej diody D podigczony jest réwmiez m1eu-m!k
napiecia i pradu U/T.

W czasie Ty. grzania zlacza do badanej diody
pélprzewodnikowej D podigczone jest Zrédio sta-
lego napiecia grzania U,. Napiecie to powoduje
pmzepty'w przez ziacze péiprzewodnikowe tej diody
pradu grzeiego In przy napieciu grzejnym Un na

zaciskach badanej diody D. Moc wydzielana w .

diodzie w tym czasie wynosi: Pp =Up X Ip.

.Po wiaczeniu napiecia grzamia U, przykiadany
jest do diody ujemny impuls U, wyoiggajacy nos-
niki z obszaru zgcza. W czasie trwania impulsu
wyciagajgcego Tr przez diode przeptywa prad wy-
cigegajacy I, przy napieciu. na jej zaciskach U;.
W czasie trwania jmpulsu wyciagajacego T, moc
wydzielana w diodzie wynosi:

=Ir’Rr :

gdzie Ry jest rezystancjq badanej diody w prze-
dziale czasawym T;. .

Prad wyciggajacy I, w czasie T, jest staly, a
nastepnie jego wartosé maleje do zera. Wartosé
napiecia, impulsu wyciggajacego Uz jest tak do-
brana, e prad wyciagajacy I w czasie T, jest
ré6wny pradowi grzejnemu I, diody. Wtedy to
moc grzania oraz moc wydzielana podczas trwa-

‘ch‘ @dmeme jimpulsu wyciagajacego no$niki
<J Mynémwg ix:ym.’lazlku powoduje zasadnicze |
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nia impulsu wyciggajacego sg sobie roéwme w cza-
sie Ts, gdy wartos¢ pradu wyciggajgcego I, jest
stada. Czas trwania impulsu wyciagajacego T jest
wigkszy niz czas Ts,.w ktéorym prad wyciggajacy
Ir ma warto§¢ stala, ale tez jest mniejszy niz
czas, po kitbrym ten prad zanika do zera, a wiec
wszystkie nosniki zostaja wyciggnigte z obszaru
zlgeza. Czas ten zwykle wynosi kilka wartodci cza-
su zycia no$nikéw. Po uplywie tak dobranego cza-
su tnwania impulsu wyciggajacego Tr wilgcza sie
na czas Tn Zrodlo stalego napfecia pomiarowego
U.m o wartosci znacznie mniejszej niz napiecie
grzejne Ugzy. To napiecie pomiarowe U,y powo-
duje przeplyw przez diode D prgdu pomiarowego
In i powstanie na jej zaciskach spadku napiecia
Upn. Temperabure ztacza odczyuje sig@ z odpowied-
nich wykresé6w temjperatury danego zlacza od na-
pigcia na zaciskach diody. Rezystancje termiczna
badanej diody Ry okredla sie jako:

. AT
Ry=

Py

gdzie: AT — przyrost temperatury zlacza w od-
nlesieniu do temperatury otoczenia, a P, — moc
grzejna diody.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b pomiaru rezystancji termicznej przy-
rzadu poélprzewodnikowego, w ktérym po ogrza-
niu zlacza tego przyrzadu stalym pradem grzej-
nym, zastgpuje si¢ prad grzejny pradem pomia-
rowym o znacznie mniejszej wartosci i mierzy
si¢ spadek napiecia na zaciskach tego przyrzadu,
a warto$§é rezystancji termicznej wylicza sie ze
zZnanych wzoréw, znamienny tym, ze bezposred-
nio po wylaczeniu pradu grzejnego (I,), a przed
doprowadzeniem pradu pomiarowego (In) przy-

-klada si¢ do zaciskéw przyrzadu poéiprzewodniko-

wego impuls wyciggajacy nosniki (Up) o polary-
zacji przeciwnej niz napiecie grzania (U.y), przy
czym czas trwania tego impulsu wyciggajacego
korzystnie dobiera sie tak, aby byl wiekszy niz
czas, w ktérym prad wyciagajacy nosniki (I;) ma
wartos¢é stala, oraz by! mniejszy niz czas, w kt6-
rym prad. wyciagajacy noéniki (I;) przyjmuje war-
tosé zero.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
w czasie trwania impulsu wyciggajgcego (Up) do-
prowadza sie do zlgcza przyrzadu po6lprzewodni-
kowego (D) moc, ktéra w czasie (Ty), gdy prad
wyciggajacy (I;) ma wartosé stalg jest rowna mo-
cy wydzielanej podczas przeplywu pradu grzej-
nego (Ip).
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